INSCRIPCION

Los derechos de inscripcion ascienden a:
350 Euros (IVA incluido)

Se incluye ademas de las charlas teoricas

y sesiones practicas, documentacion

cientifica y técnica actualizada sobre el

objeto del curso.

Se incluye la comida del medio dia.

Modo de pago: transferencia a la
Cuenta :

BSCH 0049 1803 52 2410025022

Bruker Espanola, S.A. CIF A-28315539

* Indicar en la transferencia Curso ‘“La
difraccion de rayos-X”

REQUERIMIENTOS:

Para la realizacion de los ejercicios, los
asistentes vendran provistos de un
ordenador portatil con sistema operativo
Windows 7.

LUGAR DE CELEBRACION

Centro de Investigacion, Tecnologia e
Innovacion (CITIUS). Universidad de
Sevilla.

CITIUS = gM

Centro de Investigacién,
Tecnologia e Innovacion.
Universidad de Sevilla

Avda. Reina Mercedes, 4
41012 Sevilla s
Tel.: 954559730 — Fax: 954559753 0

Horario del curso:

Lunes 17: de 15:00 a 20:00h

Martes 18: de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 20h
Miércoles 19: de 9:00 a 14:00
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La difraccion de Rayos X.
Introduccion al analisis de
difractogramas

Sevilla, 17 al 19 de Octubre de 2011
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OBJETIVOS

El principal objetivo del curso es
posibilitar que el alumnado adquiera una
formacion inicial en distintas técnicas
instrumentales utilizadas en las medidas
de difraccion de Rayos X, asi como
formarlo para la interpretacion cualitativa
y cuantitativa de los diagramas de
difraccion. Se introducira al alumno en el
manejo de aplicaciones informaticas
incluidas en en el soporte Diffrac Suite.

ORGANIZA

BRUKER, con la colaboracion del Servicio
General de Investigacion “Laboratorio de
Rayos-X" del CITIUS de la Universidad de
Seuvilla.

DIRECTORA DEL CURSO

Dra. Patricia Aparicio Fernandez

PROFESORADO

Dra. M2 Dolores Alba Carranza. ICMSE-
CSIC.

Dra. Patricia Aparicio Fernandez.
Universidad de Sevilla

D. Santiago Medina Carrasco.
Universidad de Sevilla

Dra. Esperanza Pavén Gonzalez.

Universidad de Sevilla

PROGRAMA DEL CURSO

1.- Fundamentos de la Difraccion de
Rayos X. Interaccion de la radiacion
con la materia. Produccion de Rayos
X. Métodos de difraccion de Rayos X.
Factores que afectan a la intensidad
de los Rayos-X difractados.

2.- Estrategias para la adquisicion de
datos. Medida y evaluacion de
errores. Procedimientos generales de
reduccion de datos.

3.- Analisis cualitativo de fases
cristalinas. Desarrollo de rutinas de
evaluacion.

4.- Manejo y mantenimiento de bases de
datos PDF (Power Difraction File).
Manipulacién de bases de datos ICCD
con formatos PDF2, PDF4 y COD
(Cristallography Open Database).
Creacion y empleo de bases de datos
por el usuario.

5.- Introduccion al analisis cuantitativo
de fases cristalinas.

6.- Métodos de Regresion. Introduccion a
la aplicacion DQUANT. Interpretacion
de resultados del analisis
cuantitativo.

BOLETIN DE INSCRIPCION

Curso:

La difraccion de Rayos X. Introduccion
al analisis de difractogramas

Sevilla, 17-19 de Octubre de 2011

Datos:

Compania o Centro:
Nombre:

Apellidos:

Direccion:

Tfno.:

E-mail:

CIF:

Enviar la solicitud junto con recibo de

la transferencia a bruker@bruker.es o
por FAX a +34 91 6562237
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